V’ UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH SQ
DZIAL. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH lat

Zalacznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.077.2018.DW
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -Cze$¢ B

nr indeksu: 106344

Analizator impedancji z interfejsem testowym i akcesoriami — 1 szt.
Specyfikacja:

1. Wysokorozdzielcza jednostka pomiarowa

Parametry techniczne:

Zakres czegstotliwosci: 3 yHz — 20 MHz

Doktadno$¢ czestotliwosci: 10 ppm, 32 bit

Wyjscie sygnatu AC: 45 pV - 1.36 Vrms

Wyjscie BIAS DC - opis ponizej

Impedancja wyjsciowa generatora sygnatu: 50 Q

Zakres napiecia kanatéw wyjsciowych V1, V2: 0.045 - 4.5 Vp

Impedancja wejsciowa kanatéw napieciowych: < 1MQ | 100 pF

Doktadno$¢ stosunku V2/V1: 3E-4

Doktadnos¢ fazy: 0.02°

Rozdzielczo$¢ stosunku V2/V1: 3e-5

Rozdzielczos¢ fazy: 0.001°

wejscie/wyjscie: konfiguracja tréjprzewodowa (3 gniazda BNC) wspdtpracujgca z gtowicami i przystawkami
Novocontrol (posiadanymi przez Zamawiajgcego)

Interfejsy: IEEE488 (podtaczenie komputera), DP25 Sub-D (interfejs pomiarowy)
Wymiary: standardowa obudowa rack 19" nie wyzsza niz 2pu

Czestotliwos¢ probkowania 150 punktéw na sekunde

2. Przystawka statego napiecia (DC-Bias) - wbudowana
Parametry techniczne:

Napiecie: regulowane do +40V
prad: 70mA (£ 1%)

3. Interfejs pomiarowy do podigczania probek
Parametry techniczne:

Konfiguracja elektrod pomiarowych: 2-elektrodowa

Podtaczenie elektrod: gniazda BNC

Wbudowane kondensatory kalibracyjne 20pF do 2nF (przetaczane software'owo)
Zakres czestotliwosci pomiarowej: 3 yHz - 40 MHz

Zakres impedancji: 1e-2 - 114 Q

Zakres mierzonych pojemnosci: 1fF — 10 F

Zakres strat (tangens 8) 1e-5 - 1e4

Zakres sygnatu AC: 100 pV - 3 Vrms

Zakres BIAS DC: -40 do +40 VDC, max 70mA

Impedancja wyjsciowa generatora sygnatu: 50 Q

Napiecie wejsciowe: < +4.3 Vp



Doktadnos¢ pomiaru: < 3e-5

Doktadnos$¢ pomiaru fazy: < 0.002°

Rozdzielczos¢ pomiaru: < 1e-5

Rozdzielczos¢ fazy: < 0.0006°

Kalibracja: wewnetrzna automatyczna i diagnostyka

Kalibracja uzytkownika: przy obwodzie otwartym, zwartym i pod obcigzeniem

4. Uchwyt préobki do pomiaréw dielektrycznych i przewodnictwa
Zakres temperatur: -200 °C do +400 °C

Whbudowany termistor PT100

Zakres czestotliwosci DC do 10 MHz

Mozliwos$¢ integracji z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem regulacji temperatury Novocontrol Quatro
Mozliwos¢ pomiaréw dielektrycznych prébek z wykorzystaniem elektrod o srednicach do 40 mm i grubosci probek
od 0 do 15 mm

Mozliwos$¢ integracji z posiadanymi przez Zamawiajgcego analizatorami impedanciji Novocontrol Alpha (poprzez
gniazdo BNC)

5. Oprogramowanie sterujgce aparatura, umozliwiajgce kalibracje, kontrolowanie temperatury i
przeprowadzenie pomiaréw dielektrycznych kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajgcego

Mozliwosci programu:

Ustawianie parametrow eksperymentu: czestotliwosci, napiecia pomiarowego, napiecia BIAS, odstepéw
czasowych w dowolnych kombinacjach, temperatury i ramp temperaturowych

Pomiar ponad 30 wielkosci elektrycznych, a w tym przenikalno$ci, przewodnictwa, induktanciji, itp.

Graficzne przedstawianie wynikéw pomiaru w czasie rzeczywistym

Przedstawianie statusu systemu w czasie rzeczywistym

Przedstawianie wynikéw pojedynczego pomiaru a takze catej serii pomiarow w postaci wykresow 2D i 3D

Eksport i import danych w formacie ASCII

Automatyczna kalibracja analizatora i przystawek pomiarowych

6. Oprogramowanie do analizy danych eksperymentalnych

Mozliwos$ci programu:

Nieliniowe dopasowanie w domenie czestotliwosciowej

Dostepne funkcje: Havriliak-Negami, Cole-Cole, Cole-Davidson, Debye.
Automatyczne dopasowanie serii widm dla réznych temperatur

Mozliwos$¢ opisu w trakcie dopasowywania funkcji wktadu od przewodnictwa
Automatyczne tworzenie "master plotow"

Nieliniowe dopasowanie w funkcji temperatury

Dostepne funkcje: Vogel-Fulcher-Tamman, Williams-Landel-Ferry

Dopasowanie czasow relaksacji i czaséw odpowiadajgcych maksimum

Tworzenie wykresow w reprezentacji Arrheniusa

Wyznaczanie energii aktywacji i temperatury zeszklenia

Konwersja danych z domeny czestotliwosciowej do czasowej (transformata Fouriera)
Mozliwos¢ recznej korekcji (usuwanie/przesuwanie/wstawianie) pojedynczych punktéw pomiarowych Mozliwos$é

taczenia serii danych z ré6znych pomiaréw



7. Stanowisko kontrolno-pomiarowe

Whbudowana karta GPIB PCIl z kluczem sprzetowym do oprogramowania opisanego w pkt. 5 i 6 monitor o

przekatnej min. 22cale, system operacyjny Windows w wersji angielskiej

8. Hermetyczny kondensator ptaski do pomiaréw prébek ciektych i sproszkowanych z mozliwoscig regulaciji

szczeliny pomiedzy elektrodami.

Srednica elektrod pomiarowych: min. 20 mm,

Srednica kondensatora min. 40 mm

9. Miniaturowy kondensator ptaski z teflonu do pomiaréw dielektrycznych roztworéw wodnych lub cieczy o

duzych warto$ciach przewodnictwa jonowego. Srednica kondensatora min. 15 mm.



